Park NX-Hivac

El AFM de alto vacio mas preciso y
de facil uso en el mundo paraanalisis de fallos
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Park NX-Hivac

Escaneo de alto vacio para aplicaciones en analisis de fallos

NX-Hivac

Atomic Force Microscope
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El microscopio Park NX-Hivac permite a los ingenieros en analisis de fallos,
mejorar la sensibilidad y resolucion de sus mediciones a través del SSRM de alto
vacio. Los usuarios pueden medir un amplio rango de informacion y respuesta de
sefial en aplicaciones de anélisis de fallo, gracias a la mayor precision, mejor
repetibilidad, menor desgaste de punta y menor dafio de la muestra que ofrece el
escaneo de alto vacio a comparacion de los escaneos realizados en condiciones
ambientales o de N2 seco.

Al realizar mediciones SSRM (Scanning Spreading-Resistance Microscopy) bajo
condiciones de alto vacio,se reduce la fuerza de interaccién requerida entre la
punta y la muestra, reduciendo de manera significativa el dafio causado a la
muestra y a la punta. Esto alarga el tiempo de vida de cada punta, haciendo que
el escaneo sea mas barato y mas conveniente, pudiendo proveer resultados mas
precisos mediante la mejora de la resolucion espacial y la relacion de
sefial/ruido.Esto hace que las mediciones SSRM de alto vacio conducidas por el
microscopio NX-Hivac sean una excelente eleccion para ingenieros en analisis de
fallo que buscan incrementar su rendimiento, reducir costosy mejorar la exactitud
de sus mediciones.
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Park NX-Hivac

Caracteristicas automatizadas avanzadas P2k
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Step/Scan Method

SmartScan™ -
B "method 2"

El microscopio NX-Hivac posee una gama de herramientas
que minimizan la necesidad de intervencion del usuario. Esto
significa que usted puede escanear mas rapido e incrementar
el rendimiento de su laboratorio.
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Automatizacion StepScan
con platina motorizada

La funcién StepScan permite a los usuarios programar el
dispositivo de manera que pueda realizarescaneos de
multiples regiones de manera facil y sencilla. El microsco-
pio NX-Hivac le permite escanear una muestra en solo
cinco pasos: Escaneo, Levantamiento del cantiléver, Mov-
imiento de la platina motorizada hacia las coordenadas
definidas por el usuario, Acercamiento, y Repeticion. Esto
aumenta la productividad en gran manera y reduce al
maximo la necesidad de intervencion del usuario.
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= Alineamiento laser motorizado

El alineamiento motorizado del haz de Iaser de Park, permite al
usuario continuar con las rutinas de medicién automatizada sin la
necesidad de su intervencion. Con nuestro avanzado soporte del
cantiléverpre alineado, el haz del laser es fijado sobre el cantiléver.
Luego, la posicion del laser es optimizada a lo largo del eje X'y del
eje Y mediante perillas de posicionamiento motorizadas.



Seguro Dovetail

El cabezal del microscopio AFM puede ser asequrado de manera rapida y sencilla al
riel del Dovetail con una repetibilidad de posicionamiento de unos cuantos micrones.

Porta muestras miltiple

El porta muestras magnético puede soportar hasta cinco muestrasdif-
< o erentes. Esto incrementa la productividad mediante la reduccion de la
- necesidad de activar la bomba y ventilacién de vacio. pump and vent.

Camara de Vacio Grande

El microscopio NX-Hivac posee un tamafio de porta muestras de 300
mm X 420 mm X 320 mm, permitiendo a los usuarios escanear un
mayor rango de tamafio y nimero de muestras dentro de la unidad,
sin romper el sello de vacio.

Facil cambio de Punta y Muestra

El singular disefio del cabezal permite un facil acceso
lateral, permitiendo un facil cambio de puntasy
muestras, todo esto con el uso de sus propias manos.
El cantiléver queda listo para el escaneo sin la necesi-
dad de complejos alineamientos del laser; esto debido
a que el cantiléver montado sobre el soporte ya esta
pre alineado.
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El microscopio Park NX-Hivac disefado
para brindar unamayor productividad

El microscopio NX-Hivac posee diversas utilidades que lo hacen mas conveniente y
efectivo que otros microscopios AFM de primer nivel.




Park SmartScan™

El software operativo AFM de mas facil uso en todo el mundo

Asi sus necesidades microscopicas AFM estén centradas en investigacion académica,
metrologia industrial o anélisis de fallo, el modo automatico SmartScan del NX-Hivac
ofrece un sistema optimizado para generar datos AFM de alta calidad. Mé&s aun, el
software SmartScan promete una sesion productiva con su AFM, incluso con el manejo-
deprincipiantes, obteniendo unacalidad de datos igual a las de un experto; todo esto en
mucho menor tiempo.

Park Hivac Manager

Control automatico de vacio NX-Hivac

El alto vacio es controlado por el Gestor Hivac; el bombeado para ptimas condi-
ciones de vacio y el proceso de ventilacion, son l6gica y visualmente controlados
con un solo clic. Cada proceso es visualmente monitoreado mediantecambios de
color y de esquemas. Usted no tendra que preocuparse de la secuencia de oper-
acion de vacio después de haber presionado un boton. El rapido y facil software
de control de vacio le trae a usted facilidad de operacion con su microscopio AFM
y una mayorproductividad.
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Bombeo y ventilacionautomatica de vacio  openen CLOSED  GAUGE SENSOR

El NX-Hivac permite a los usuarios configurar controles automaticos para el bombeo y venti-
lacion de vacio, optimizando asi el proceso de escaneado y reduciendo la intervencién humana.
La velocidad promedio de bombeo es de unos 10/-5 torr en < 5 min mediante el usode la
Bomba Turbo y de Secado.
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Interfaz amigable

Una gran ventana Optica le permite tener un facil acceso visual a la posicion del laser sobre el cantiléver, asi como al
alineamiento del laser en el PSPD y a las posiciones de la punta y la muestra. También le permite controlar facilmente la
vision, la platina XY, la platina Z, la platina Optica, la intensidad de luz y mucho méas dentro de la vista.del CCD.
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Escaneo a un solo clic con el
g POSITION modo automatico SmartScan™
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Lo Unico que necesita especificar para el escaneo microscopicoAFM,
son la relacion de calidad-velocidad preferida, la densidad de pixeles
y el tamafo de escaneo. Fuera de esos factores, usted puede dejarle
o0 todos los pardmetros sofisticados AFM al modo Automatico

4 m delSmartScan™. El sistema empezara una medicion con condiciones
Optimas para escanear automaticamentecon un solo clic.
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Park NX-Hivac

Incrementando la precision y productividad

El NX-Hivac no es solo el microscopio AFM mas preciso y de alto rendimiento del mundo, sino que también es uno de
los de mayor facilidad de uso y mayor conveniencia para aplicaciones de analisis de fallo. Con el Park NX-Hivac, usted
puede incrementar su productividad y confiar en que sus resultados son los correctos.

Escaneres XY y Z de lazo cerrado

Con dos escaneres flexibles independientes de lazo cerrado XY y Z, usted puede estar sequro de que sus resultados
van a ser extremadamente precisos. El NX-Hivac brinda un escaneo XY plano y ortogonal sin defecto de curvatura,
ofreciendo un efecto de movimiento fuera de plano menor a 1 nm a lo largo de todo el rango de escaneo. El NX-Hivac
también posee un escaner Z de alta velocidad con un rango de escaneo de 15 um y un efecto no lineal del escaner

Z menor al 0.5%.

Sensores de posicion XYZ de ruido reducido

El NX-Hivac posee el detector Z de ruido reducido lider en la
industria, el cual puede medir de forma precisa la topografia de
la muestra mientras que el escaner de lazo cerrado XY minimiza
la brecha de escaneo de avance y retroceso a menos del 0.15%
del rango de escaneo.
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Electronica Digital de 24 bits

Reduzca el tiempo perdido y maximice la precision con el controlador electrénico de las series NX incluido dentro del
NX-Hivac. Nuestro controladortotalmente digital es un dispositivode 24 bits de alta velocidad, el cual da al usuario la
habilidad de utilizar un amplio rango de escaneos, incluyendo nuestro modo True Non-Contact. Con su disefio de ruido
reducido y su unidad de proceso de alta velocidad, este controlador es ideal para mediciones precisas de voltaje y corri-
ente, asi como para escaneos a nanoescala. La habilidad de procesamiento de sefial digital se suma a la funcionalidad
y economia de nuestras soluciones microscopicas AFM necesarias para investigadores avanzados.

950 mm

420 mm

DDDDNDDDD

SPECIFICATION

800 mm

300 mm
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Park NX-Hivac

Atomic Force Microscope
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Escaner

Optica

Escaner XY: 50 ym x 50 pm (100 pm x 100 pm opcional)
Escaner Z: 15 m

Lentes objetivos: 10 x

5M pixel CCD

Platina de muestras

Informacion fisica

Movilidad de platina XY: 22 mm x 22 mm
Tamaiio de muestra: 50 mm x 50 mm, up to 20 mm de grosor

Camara de vacio: 300 mm x 420 mm x 320 mm (Externo)
250 mm x 320 mm x 270 mm (Interno)
Sistema (Incluyendo bomba &granite):
800 mm x 950 mm x 1304 mm

Software

Electrdnica

SmartScan: Software operativo Park AFM
XEI: Software de analisis de datos AFM
Hivac Manager: Software de control de vacio automéatico

High Vacuum

Nivel de Vacio: Normalmente menos de 1 x 10°torr
Velocidad de bombeo: Alcanza los 10° torr en 5 min.

ADC: 18 canales
4 canales ADC de alta velocidad (50 MSPS)
ADC de 24-bit para sensores de posicion X, Y, y Z

DAC: 12 canales
2 canales DAC de alta velocidad (50 MSPS)
DAC de 20-bit para posicionamiento X, Y, y Z
3 canalesde amplificador lock-in integrado
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